Activité documentaire : la microscopie (source : Bordas et Nathan)

Les microscopes classiques (optiques) permettent
d'accéder a des dimensions tres petites : on peut ainsi microwave 1
observer des étres vivants dont la taille est de I'ordre de
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Ce dernier est constitué d'une point trés fine (de la taille | Doc.1: Resolving power of microscopes |

de quelques atomes), placée tres prés de I'échantillon a analyser (quelques dixiemes de nanomeétres).
L'échantillon est obligatoirement conducteur. Un trées faible courant électrique traverse la pointe. Il est lié a la
distance entre I'échantillon et la pointe. On fait défiler latéralement I'échantillon sous la pointe. Afin de maintenir
la valeur du courant constant, il faut sans arrét ajuster la position de la pointe pour qu'elle se trouve toujours a la
méme distance de I'échantillon. On mesure précisément la position de la pointe a chaque instant. Grace a un
ordinateur qui traite ces données, on peu alors dessiner le relief de I'échantillon.

Le microscope a force atomique (AFM) reprend a peu prés le méme principe, sauf qu'il ne nécessite pas que
I'échantillon soit conducteur : il utilise le fait qu'a ces distances les atomes
exercent des interactions d'attraction et de répulsion. Une pointe tres fine, | /\Ph"w‘écepte“’
montée sur un micro-levier, balaie la surface a analyser en reproduisant les | /
irrégularités de la surface. Un ordinateur couplé a un systéeme optique laser ‘ -1

et a un photo-détecteur enregistre les déplacements (hauteur et position) de sursocle\

cette pointe, et peut ainsi reconstituer une image de la surface de '
I'échantillon. La pointe est un élément essentiel d'un tel microscope : elle est !

souvent composée de silicium et sa forme, plus ou moins effilée, détermine = pointe levée sur un —

la résolution du microscope. EE schéma simplifié d'un microscope
a force atomique.
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Questions relatives au texte :
1. Quel phénomene réduit la résolution des microscopes optiques ? Rappeler le domaine des longueurs d'onde
visibles. En déduire la limite de résolution de ces microscopes.

2. Quels sont les noms des deux autres types de microscopes cités dans le texte. Leur mode de fonctionnement
est-il comparable a celui d'un microscope optique ? Expliquer.

3. Citer un élément qui limite la résolution de tels
microscopes.

4. Dans le AFM, quel est le role du laser et du
photorécepteur ?

5. Peut-on « voir » au sens propre un atome ?

Questions relatives a la figure ci-contre : Cette figure
représente des atomes de tungsténe « vus » au AFM.
1. La couleur vue sur le document est-elle la couleur
réelle des atomes ?

2. Quelle est la surface en m” de cette image ?

3. Quel est I'ordre de grandeur du nombre d'atomes
de tungsténe par m” ?

4. Quel est I'ordre de grandeur du rayon atomique
d'un atome de tungsténe ?




